
 DFT Analysis Tutorial (Ver 2.5.10) 

 

JTAG バウンダリスキャンテストのカバレッジを考察することは、基板テスト設計の大切な要素です。

XJDeveloper を単独、あるいは複合的なテストソリューションの一部に使用する場合のどちらにも、Design For 

Test 解析結果から有益な情報を得ることができます。この例では XJTAG バウンダリスキャンテストシステム

に付属の XJDemo ボードを使用しますので、事前に XJDeveloper and XJEase のチュートリアルを理解されるこ

とをお勧めします。 

 

テストカバレッジ情報が設定されていない XJDemo ボード用の XJDeveloper プロジェクトがあります。

（C:\Program Files\XJTAG xxx(インストールディレクトリ)\Help\demoNoDFT.zip） 

 

z demoNoDFT.zipを任意のディレクトリに展開する。 
z そのディレクトリ内に、スタート→XJTAG 2.5→XJTAG shared Files を開くことで得られる、

Demo Board v3¥Testcode 内の ODB++ディレクトリをコピーする。 
z XJDeveloperで、このディレクトリ内の demo.xjdを開く。 
 

XJDeveloper の Design For Test の  DFT Analysis 画面を選択すると、XJDemo ボードのテストカバレッジ
が以下のように表示されます。 

 

このテストカバレッジは、XJDeveloper内に設定された回路情報を基に XJTAGが自動的に生成した接続テス
トから導き出されています。テストされないピン（untested pins）が７３で全体の１７．４％とレポートさ
れており、これは殆どのボードにとって妥当な結果と言えますが、XJDemo ボード上で達成できるテストカ
バレッジはもっと高くなります。 



接続テストのみならず、XJDemoボード用のテストにはJTAG未対応デバイスの機能を活用するものがあります。

これらは、デバイスの機能をテストするために設計されたものではなく、デバイスの機能を利用してデバイス

がボードに正しく接続されていることを検証するためのものです。 

 

XJDeveloper は、これらテストを実行することで達成される追加のテストカバレッジを、自動的に包括して導

くことはできません。テストされる欠陥の種類とバスを XJDeveloper に設定する必要があります。これは、

XJDeveloper の Test Device Files セクションにある各バスの Tested for value を設定することで行います。 

 

これら Tested For values を修正する前に、このボードの主な部品のカバレッジを確認します。 

 

 DFT Analysis画面左の SummaryStatistics 内で XJDemo を展開させてから、右上の View Mode枠内
の Filterフィールドに IC と入力すると以下のようにフィルター表示されます。 

 

 

IC7（IIC EEPROM）を例に取ると、このデバイス用に実装されたテストは IIC インターフェース（SDA バスと

SCL バス）の接続を検証します。どちらかのバスが開放、電源にスタック、グランドにスタックの状況にあれ

ば、テストは失敗します。また、２つのバスが互いに短絡していてもテストは失敗します。しかしながら、接

続テストで得られるような、ボード上の残りの部分に対する広範な短絡エラーのカバレッジは得られません。

このテストで得られるカバレッジを XJDeveloper に反映させるには、テストの実装に使用している Test 

Device File を修正する必要があります。 

 

z 左端 Screen Explorer 内の Setup の下にある  Test Device Files 画面選択ボタンをクリック。 
z ファイル 24XXX.xje をクリック。 

z Busses 表示内で SDA バスをクリック。 

z この SDA 行の Tested For 列の下にある None をダブルクリック。 

z 表示されるオプションから Opens、Stuck High、Stuck Low を選択。 

z Busses 表示内の Tested For 以外の部分をクリックし、これら設定を反映させる。 

z SCL バスに対しても同様の処理を行います。 

z Test Device Files 表示下部にある Save をクリックします。 



 
 

他の部品の Tested For セクションも、以下のように設定しましょう。 

SRAM＿TSOP28.xje 

 
ADS7830.xje 

 
LED.xje 

 

pushbutton.xje 

 
Crystal.xje 

 
A29L400A.xje 



 

 
下図のように改めて DFTサマリを表示させると、デバイスファイルに対して追加されたテストカバレッジが
反映されています。テストされないピンの数が４６（１１．０％）に減少したことが確認できます。そして開

放エラーのカバレッジに着目すると、元のサマリでは８３ピン（１９．８％）のカバレッジが、テストデバイ

スファイルの Tested Forに情報を追加したことで１８０ピン（４２．９％）に増加しています。 
 
開放エラーのテストカバレッジが大幅に向上していることがわかります。JTAGバウンダリスキャンの接続テ
ストでは、短絡エラー検出には優れているものの開放エラー検出が難しいためです。接続テストで開放エラー

を検証するためには、あるピンからネットを駆動した値を他のピンから読み取る必要があります。これは、ひ

とつのネット上に少なくとも２つの JTAG 対応ピンがあるという特別な状況が要求されます。それゆえ回路
内の JTAG 未対応デバイスの機能を使ったテストを追加することで、開放エラーのテストカバレッジを大幅
に向上させることができるのです。 

 
 
次のステップではテストカバレッジの更なる向上を検討します。XJDeveloperの DFT Analysisセクションで、
回路の untestedセクションをハイライト表示します。 
 
z  DFT Analysis画面の右上にある View Mode枠下部の Pin Filterタブをクリック。 
z Show only pins that are not testedボタンをクリック。 
z DFT Analysis画面の左側の Summary Statistics (filtered)セクションで、XJDemoの左の＋マークを
クリック。 



z XJDemoを選択した状態で Untested列をクリックして、この列内のデータを昇順に並べ替えて表示。
テストされないピンが多いもの順に表示させる。 

 

 
リストの最上段は IC6 で８つのピンがテストされていませんが、これらは ADC へのアナログ入力です。
XJDemoボード用に開発したテストは、これらのうち４入力をテストします。ただこのテストは Test Device 
Files内で、この ADCのテストデバイスファイル（ADS7830.xje）の Tested Forセクションに設定していま
せん。このボードの設計に非常に特化したテストなので。本来 ADS7830.xje ファイルは、様々なボード上の
同タイプの全デバイスに使用できる汎用ファイルなので、このボードでのみカバレッジされるテストを反映さ

せるように設定するべきではありません。 
 
そのため、このテストを XJDeveloperに設定するには、Functional Testを追加する必要があります。 
 
z ScreenExplorer内のDesign For Testセクションの、  Functional Tests画面選択ボタンをクリック。
z Functional Testsセクション下部の  Add…ボタンをクリック。 
z Test Nameに ADC Test と入力。 
z Add Pin…ボタンをクリック。 
z Select Device and Pinダイアログ内の Suggested Deviceリスト内から IC6をクリック。 
z Pin Selector内で、ピン１、２、３、４をクリック選択し、OKボタンを押下。 
z New Functional Testダイアログが開くので OKをクリック。 

 
 



改めて  DFT Analysis画面で IC6を確認すると Untested pinsの数が８から４に減りました。一方この
Functional Testの影響は IC6以外にも及んでいます。 
 
z  DFT Analysis 画面の左側の Summary Statistics(Filterd)セクションで、XJDemo を選択します。 

 
ボード上でテストされるピンのカバレッジを確認すると、ADC Testによるテストカバレッジは１３ピンにな
っています。これには、IC6の４つのアナログ入力ピンと、これらに接続されているネット上の他のピンが含
まれます。結果この Functional Testはテストされないピンを３３ピン（７．９％）まで削減します。 
 

 

 

他にも、このプロジェクトに追加することでテストされないピンを１６にまで減らすことができる

Functional Test が、XJTAG 共有フォルダ内の別プロジェクトにあります。そして残る１６ピンは ADC のテス

トされない４入力とこれらのピンが接続されているネット上のピンです。 

 

これら残りにもテストカバレッジを得るには、これらアナログ入力をシミュレートする何らかの仕組みで ADC

をチェックする必要があります。その一例として XJIO ボードを活用して XJDemo ボードのテストカバレッジを

100％にする方法の説明があります。（XJTAG Help→XJIO board→XJIO Board Version 2→Example を参照） 
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